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Introducao

Na persisténcia luminescente, o material continua
emitindo luz por vérias horas apds cessada a
irradiacdo. A emissdo é oriunda de emissores como
os fons Eu®, Ce* ou Tb>* em matrizes como
SroMgSi 07, SrAlO,4 ou LuxOs. A co-dopagem com,
por exemplo, fons terras raras trivalentes (TR*')
frequentemente causa um aumento na emissdo
persistente. Entretanto no sistema Sr;SiOs:Eu* [1],
a persisténcia luminescente ndo é observada na
auséncia de ions TR*. A persisténcia luminescente
amarela ja foi observada no Sr;SiOs:Eu®*,Dy* [2]
mas o efeito dos outros fons TR** foi negligenciado.
Este trabalho visa esclarecer o efeito dos ions TR**
como co-dopantes na persisténcia luminescente do
sistema Sr;SiOs:Eu®",R* (R: Y, La-Nd, Sm, Gd-Lu).

Resultados e Discussao

Os materiais SrsSiOs:Eu®*,R* foram preparados
através de reacdo em estado solido a partir de
SrCO;, SiO,, Eu,O3 e 6xidos de terras raras (Eu e
TR*: 1 % em mol de cada). Os precursores foram
calcinados em atmosfera redutora (N> + 10 % H,) a
800 e 1400 °C por 1 e 5 h, respectivamente. De
acordo com a difragao de raios X, foram obtidas as
fases do Sr3SiOs com pequenas quantidades de
Sr,Si0O4 como impureza.

A emissdo amarela do sistema Sr;SiOs:Eu®*, TR
(Figura 1) observada em ca. 577 nm (Agye: 320 nm)
é atribuida a transicao 41°5d'(?D) — 4f'(®S;),) do fon
Eu®. Uma banda de menor intensidade em 480 nm
também pode ser observada. A co-dopagem dimi-
nui a intensidade da banda em 577 nm aumentando
a da outra. Alguns ions TR* co-dopantes (TR*": La,
Ce, Pr, Nd, Gd, Dy, and Tm) induzem a persisténcia
luminescente em 575 nm, sendo que a co-dopagem
com ions Nd*" apresentou-se mais eficiente.

As curvas de termoluminescéncia (TL) mostram
uma banda mais intensa em aproximadamente
100 °C para a maioria dos co-dopantes (Figura 2).
Para o sistema Sr;SiOs:Eu®*,Nd** a banda é mais
intensa e estd na regido de menor temperatura
(73 °C) explicando a superioridade deste co-
dopante. Um maior armazenamento de energia &
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obtido com a co-dopagem com ions Tm*, porém, a
banda esta em uma temperatura muito elevada para
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Figura 1. Espectros de emissdo de alguns

materiais Sr;SiOs:Eu®*, TR* (Aexo: 320 nm)
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Figura 2. Curvas de termolummescenma dos
materiais Sr;SiOs:Eu?*, TR

Conclusoes

O efeito na persisténcia luminescente de diferen-
tes concentracdes dos fons Eu®* e Nd>*/Dy** foi
estudado. Observou-se que, fixando a quantidade
de Eu** (ou TR*) em 1% e variando a outra (0,1; 1;
2 e 5 % em mol), a persisténcia luminescente mais
eficiente foi observada para iguais concentracdes
(1% em mol) de Eu®* and Nd**.
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